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                                        Киселев Н.А.        -   сопредседатель

                                        Ковальчук М.В     -   сопредседатель

                                        Казьмирук В.В.     -   заместитель председателя

                                        Раевский В.Л.       -   заместитель председателя

                                        Гольцова Н.П.       -   секретарь

                                        Дицман С.А.              Рау Э.И.

                                        Желудева С.И.          Суворов Э.В.

                                        Заяц В.А.                   Толстихина А.Л.

                                        Казьмирук Л.А.         Штейн-Марголина В.А.

                                        Каневский В.М.         Якимов Е.Б.          

                                        Минин В.А.

Программный комитет:

                                        Киселев Н.А.        -    председатель

                                        Маныкин А.А.       -   заместитель председателя

                                        Якимов Е.Б.          -    заместитель председателя

                                        Гольцова Н.П.       -    секретарь

                                       Авилов А.С.                 Петров В.И.

                                       Акчурин М.Ш.             Рау Э.И.

                                       Диденко Л.В.               Соколов В.Н.

                                       Дицман С.А.                Толстихина А.Л.

                                       Казьмирук В.В.            Штейн-Марголина  В.А.

                                       Клечковская В.В.     

На конференции будут работать секции

          .

      I        Электронная микроскопия наноструктур.

      II       Электронография. Тонкие пленки.

      III     Приборы  и электронная оптика.

                Растровая  электронная микроскопия.

       IV     Атомно-силовая и сканирующая туннельная микроскопия

       V      Применение электронной микроскопии в

                материаловедении и минералогии.

       VI     Применение электронной микроскопии в 

                биологии и медицине.

 Вторник 1 июня                                                                                     Утро 10.00 – 13.00

Открытие конференции

 Вступительное слово:   Н.А.Киселев

                                       В.В.Аристов

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

	Киселев Н.А.

Жигалина О.М.

Артемов В.В.

Григорьев Ю.В.

Мусатов А.Л.

Израэльянц К.Р.

Хатчисон Д.Л.

Куковицкий Е.Ф.
	Структурные исследования плоских эмиттеров на основе углеродных нанотрубок
	20 мин

	Кульницкий Б.А.

Бланк  В.Д.

Поляков Е.В.

Батов Д.В.

Bangert U.

Gutierrez-Sosa A.

Harvey A.J.

Seepujak A.


	Структура углерод-азотных нанотрубок, синтезированных в газостате
	20 мин

	Киселев Н.А.

Рябенко А.Г.

Хатчисон Д.

Ракова Е.В.

Моравский А.П.

Лутфи Р.


	Электронная микроскопия и спектрометрия одностенных углеродных нанотрубок, заполненных молекулами С60 и С70
	20 мин

	Киселев Н.А.

Рябенко А.Г.

Хатчисон Д.Л.

Ракова Е.В.

Чижов П.Е.

Жигалина О.М.

Григорьев Ю.В.
	Структурная организация углеродных бинитей 
	20 мин

	Прокофьев С.И.

Жилин В.М.

Johnson E.

Levinsen M.

Dahmen U.

Матвеев Д.В.

Абросимова Г.Е.

Аронин А.С.

Молоканов В.В.
	In-situ электронно-микроскопическое исследование подвижности жидких наночастиц свинца в кристаллическом алюминии

Образование и структура нанокристаллов в массивном аморфном сплаве Zr50Ti16.5Cu15Ni18.5  при  кристаллизации выше температуры стеклования


	20 мин

20 мин



	Суворова Е.И.

Клечковская В.В.

Копейкин В.В.

Буффа Ф.А.


	Устойчивость наночастиц серебра, диспергированных в органических матрицах
	20 мин


Вторник 1 июня                                                                                     Вечер 15.00-18.00

	Жигалина О.М.

Воротилов К.А.

Сигов А.С.

Григорьев Ю.В.

Кумсков А.С.


	Исследование процесса кристаллизации сегнетоэлектрических гетероструктур
	20 мин

	Пинтус С.М.

Карасев В.Ю.

Кузнецов М.Г.

Крюков В.Д.

Ламин М.А.

Пчеляков О.П.

Соколов Л.В.
	Особенности роста пленок кремния на алмазных подложках
	20 мин

	Боргардт Н.И.

Зыков А.В.


	Дифракция электронов с характеристическими потерями энергии в кристаллических образцах
	20 мин

	Клечковская В.В.

Степина Н.Д.

Баклагина Ю.Г.

Хрипунов А.К.
	Особенности кристаллической и надмолекулярной структуры целлюлоз эволюционно различных источников по данным электронной дифракции
	20 мин

	Максимов С.К.

Эрреро П.

Соболев Б.П.

Авилов А.С.
	Особенности электронограмм наноструктурированных Ba1-xLaxF2+x,BaF2 и  CaF2
	20 мин


Среда 2 июня                                                                                         Утро 10.00 – 13.00

	Соколов А.И.

Дюков В.Г.

Муленко Д.В.

Стебельков В.А.
	Особенности морфометрии частиц по их изображениям, полученным в растровом электронном микроскопе
	20 мин

	Календин В.В.

Новиков Ю.А.

Раков А.В.

Тодуа П.А.


	Растровая электронная микроскопия. Дальнейшие пути развития
	20 мин

	Гелевер В.Д.
	Применение промежуточного ускорения электронов для повышения разрешения в низковольтном режиме РЭМ


	20 мин

	Смолин О.В.

Сусов Е.В.

Якимов Е.Б.


	Исследование фоточувствительных резистивных элементов в РЭМ в режиме наведенного тока
	20 мин

	Сироткин В.В.

Шмидт Н.М.

Якимов Е.Б.
	Исследование характеристик объектов с нанометровыми размерами в пленках GaN методом наведенного тока


	20 мин

	Говорков А.В.

Поляков А.Я.

Смирнов Н.Б.

Pearton S.J.
	Исследование характеристик светодиодных структур GaN/InGaN с верхним контактным слоем из GaMnN, полученным имплантацией или молекулярно лучевой эпитаксией


	20 мин

	Соколов В.Н.

Юрковец Д.И.

Разгулина О.В.

Мельник В.Н.


	Метод оценки округлости микрообъектов по РЭМ-изображениям
	20 мин

	Андрианов М.В.

Гостев А.В.

Николаев И.С.

Обыдена С.С.

Рау Э.И.

Сеннов Р.А.

Смородин А.В.


	Эффекты зарядки и контаминации на непроводящих образцах при их исследовании в РЭМ
	20 мин


Среда 2 июня                                                                                                     Вечер 15.00
Информационные сообщения фирм

об электронно-микроскопическом оборудовании

Четверг 3 июня                                                                                          Утро 10.00-13.00 

	Можанова А.А.

Нургазизов Н.И.

Бухараев А.А.


	Измерение in situ упругости эритроцитов при изменении состава раствора в жидкостной ячейке атомно-силового микроскопа
	20 мин

	Гайнутдинов Р.В.

Белугина Н.В.

Толстихина А.Л.


	Особенности АСМ изображений на сегнетоэлектрических доменах
	20 мин

	Колосов В.Ю.

Швамм К.Л.

Гайнутдинов Р.В.

Толстихина А.Л. 


	Комбинированные ПЭМ-АСМ исследования сферолитных кристаллов
	20 мин

	Загорский Д.Л.

Магомедова З.У.

Мачула А.А.

Милинчук В.К.

Мчедлишвили Б.В.


	Электронная и атомно-силовая микроскопия полимеризованных трековых мембран
	20 мин

	Евплов Д.А.

Новиков Ю.А.

Раков А.В.
	Нанометрия на сканирующих атомно-силовых микроскопах
	20 мин


Четверг 3 июня                                                                                         Вечер 15.00-18.00 

	Райхлин Н.Т.


	Электронная микроскопия в клинической онкологии
	30 мин

	Одинак М.М.

Литвинцев Б.С.

Онищенко Л.С.

Парамонова Н.М.


	Особенности изменений в сосудах и в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга при опиоидной наркомании
	15 мин

	Леонова О.Г.

Караджан Б.П.

Ивлев Ю.Ф.

Иванова Ю.Л.

Попенко В.И.


	Сравнительное изучение пространственной организации хроматина в соматических ядрах инфузорий bursaria truncatella  и  didinium nasutum
	15 мин

	Зайцев В.Б.

Коледаева Е.В.
	Электронно-микроскопическое исследование цитоскелета клеток нефрона позвоночных животных и человека
	15 мин

	Рябчикова Е.И.
	Электронная микроскопия в изучении патогенеза вирусных инфекций


	15 мин

	Миллер А.А.

Быстрицкий Л.Д.
	Некоторые особенности подготовки микробиологических препаратов для оперативного контроля на контаминацию


	15 мин

	Асадов Х.Д.

Стрижков Н.А.

Байбеков И.М.


	Ультраструктура сперматозоидов при лазеротерапии
	15 мин

	Титок В.В.

Лугин В.Г.

Лайковская И.В.

Акулович И.Л.

Хотылева Л.В.
	Электронно-зондовый энергодисперсионный химический микроанализ глобоидов алейроновых зерен семян растений
	15 мин


Пятница 4 июня                                                                                         Утро 10.00-15.00 

	Сорокин Л.М.

Кютт Р.Н.

Мосина Г.Н.
Rouvimov S.S.

Kearns J.

Todt V.


	Дефектообразование в монокристаллах кремния, обусловленное распадом пересыщенного твердого раствора в системе Si:O
	20 мин

	Аронин А.

Абросимова Г.

Бредихин С.

Awano M.


	Эволюция структуры в электрокаталитическом электроде YSZ-NiO
	20 мин

	Ковалевский В.В.


	Высшие фуллерены в шунгитовых породах
	20 мин

	Мохов А.В.

Богатиков О.А.

Карташов П.М.

Горшков А.И.

Магазина Л.О.

Ашихмина Н.А.

Копорулина Е.В.


	Самородный вольфрам в тонкодисперсной фракции лунного реголита
	20 мин

	Алтухов А.А.

Чекалин Н.С.

Обыден С.К.

Иванников П.В.

Сапарин Г.В.

Чукичев М.В.

Хегай Е.В.


	Возможности ЦКЛВР-РЭМ при отборе алмазов IIa

 Типа для производства детекторов ионизирующих излучений
	20 мин

	Ситдикова Л.М.

Изотов В.Г.

Осин Ю.Н.
	Использование РЭМ в исследовании дисимметризации нанокристаллов слоистых силикатов глубоких горизонтов земной коры
	20 мин


Закрытие конференции

СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Вторник 1 июня                                                                                                   Вечер 15.00-18.00
Секция I

Электронная микроскопия наноструктур

Абросимова Г.Е., Аронин А.С., Добаткин С.В., Зверькова И.И., Калошкин С.Д.,
 Матвеев Д.В., Рыбченко О.Г., Татьянин Е.В.

Влияние условий деформации на образование нанокристаллов из аморфной фазы

Абросимова Г.Е., Аронин А.С., Игнатьева Е.Ю.

Микроструктура сплаваNi70Mo10B20  выше температуры стеклования

Загорский Д.Л., Сергеев А.В., Мчедлишвили Б.В.

Микроскопия нанопроволок, полученных методом матричного синтеза на основе трековых мембран

Касумов Ю.А., Ходос И.И., Волков В.Т., Касумов А.Ю., Тарасов Б.П., Володин А.А., Фурсиков П.В., Ефимов О.Н.

Применение электронной литографии и микроскопии для выращивания и исследования углеродных нанотрубок

Клименко Г.Л. Фирсов А.А., Матвеев В.Н., Волков В.Т., Ходос И.И.

Структура пористой подложки из анодизированного алюминия для роста углеродных нанотрубок

Соколов В.И., Калмыков А.Е., Сорокин Л.М., Шагина Ю.А.

Структура нанокомпозита, полученного на поверхности кремния на основе окисленного пористого слоя

Шаманский В.В., Миллер А.А.

Исследование механизма образования наночастиц при ЭВП методом ТЭМ

Секция II

Электронография. Тонкие пленки

Багмут А.Г., Григоров С.Н., Колосов В.Ю., Косевич В.М., Николайчук Г.П.

Влияние температуры подложки на структуру и фазовые превращения лазерных конденсатов хрома

Багмут А.Г., Григоров С.Н., Колосов В.Ю., Косевич В.М., Николайчук Г.П.

Рост кристаллов Sb2S3 с изогнутой кристаллической решеткой при отжиге аморфных пленок и в ходе конденсации

Бурханова Н.Д., Югай С.М., Никонович Г.В., Воропаева Н.Л., Рашидова С.Ш.

Электронно-микроскопическое исследование наночастиц и наноструктур в полимерных системах

Власов В.П., Каневский В.М.

Роль подслоев из галогенидов серебра при эпитаксии золота и серебра на поверхности (010) хлористого калия

Волков Ю.П., Коннов Н.П., Байбурин В.Б.

Формирование кремниевых и германиевых наноразмерных сферических частиц в расплавленном алюминии

Гаврилов А.А., Дзбановский Н.Н., Ильичев Э.А., Козлитин А.И., Минаков П.В., 
Рычков Г.С., Полторацкий Э.А., Суэтин Н.В.

Вторичная эмиссия электронов из структурированных алмазных пленок

Гамзазаде А.И., Белавцева Е.М.

Исследование растворов хитозана и его полиэлектролитных комплексов методом электронной микроскопии

Гасенкова И.В., Чапланов А.М.

Исследование структуры кристаллов Bi2 Te3-x Se3 – 5 мол.%  In2Te3 методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии

Долгов А.В.

Исследование микроструктуры позисторного материала

Жигалина О.М., Кумсков А.С., Мещеряков В.Ф., Хорин И.А.

Электронная микроскопия магниторезистивных структур

Жухлистов А.П.

Электронографическое исследование нарушений регулярного чередования слоев в лизардите 1Т

Занавескина И.С., Склизкова В.П.,  Голоудина С.И., Пасюта В.М., 

Баклагина Ю.Г., В.де Жу

Структура пленок Ленгмюра-Блоджетт жесткоцепного полиимида по данным электронной и рентгеновской дифракции

Иванов Д.А., Мельников В.А., Головань Л.А., Тимошенко В.Ю., Лукьянов А.Е.,

Петров В.И., М.А.Степович, Кашкаров П.К.

Получение и электронномикроскопическое исследование окисленных пленок пористого кремния

Игнатенко П.И.,  Гончаров А.А., Терпий Д.Н., Кляхина Н.А.

Тонкая структура боридных и  нитридных пленок

Калмыков А.Е., Шепилов М.П., Сорокин Л.М., Сычева Г.А.

Электронно-микроскопическое изучение взаимного пространственного упорядочения частиц в ходе фазового распада в стекле на стадии роста

Караханян Р.К., Караханян К.Р.

Искривленные Кикучи-линии на электронограммах кремния

Качалин Г.В., Васильева Н.Д., Тер-Арутюнов Б.Г.

Исследование влияния условий формирования на структуру антиэрозионных ионно-плазменных покрытий

Квеглис Л.И., Жарков С.М.

Диссипативные структуры в нанокристаллических пленках кобальт-углерод

Колосов В.Ю., Рожанский Н.В.

Электронно-микроскопические исследования кристаллов, растущих в аморфных слоях системы Pd-W
Копылова Г.Ф., Клечковская В.В., Чернышов Д.М.

Электронно-микроскопическое исследование полимерных пленок с микро- и наночастицами металлов Rh, Mo, Ni

Колосов В.Ю., Швамм К.Л., Багмут А.Г., Николайчук Г.П.

Ориентационные исследования тонкопленочных кристаллов (Cr2O3 в ПЭМ

Кузовников А.В.,  Квеглис Л.И., Тимофеев И.В.

Программа построения электронограмм модельных структур

Максимов С.К., Эрреро П., Соболев Б.П., Авилов А.С.

Наноразмерные двойники как проявление наноструктурированности  Ba1-xLaxF2+х, и  Ca1-хLaxF2+x
Максимов С.К., Соболев Б.П., Авилов А.С.

Электронографические исследования фаз со структурой тисонита в систем

 CaF2-LaF3(
Никонович Г.В., Бурханова Н.Д., Югай С.М., Пулатова Х.П., Рашидова С.Ш.

О наночастицах природных и искусственных целлюлозных волокон

Ореховская Т.И., Тимошков Ю.В., Обухов В.Е., Курмашев В.И.

ПЭМ-исследования композиционных электрохимических никелевых покрытий

Панченко О.Ф., Панченко Л.К.

Анализ структуры вторично-электронных спектров и спектров отражения, возникающих в результате рассеяния кристаллом потока медленных электронов

Плотников В.С., Пустовалов Е.В., Грудин Б.Н., Кисленок Е.Г.

Исследование структуры аморфных сплавов по микроскопическим изображениям

Пономарь В.Н., Цыбульский В.В., Ухов В.А., Гременок В.Ф., Зарецкая Е.П., 
Залесский В.Б., Леонова Т.Р., Романов П.И.

Структура и морфология пленок Сu(In,Ga)Se2, полученных методом селенизации металлических прекурсоров

Пономарь В.Н., Буйко Л.Д., Цыбульский В.В., Анищик В.М., Углов В.В., Злоцкий С.В.

Растровые электронно-микроскопические исследования вакуумно-плазменных

покрытий Ti-Cr-N

Попов В.А., Детков П.Я., Ковальчук М.Н., Ходос И.И., Мармулев А.В., 

Исследование структуры хром-алмазных покрытий с применением просвечивающей электронной микроскопии

Пузырь А.П., Юзова В.А., Угрюмов А.В., Каргин В.Ф., Бондарь В.С.

Электронно-микроскопические доказательства заполнения наноалмазами каналов в подложке кремния

Пустовалов Е.В., Плотников В.С., Грудин Б.Н., Должиков С.В.

Микроструктура аморфных сплавов и ее динамика при термовоздействии

Реутов В.Ф., Дмитриев С.Н., Сохацкий А.С.

Металлические реплики для электронно-микроскопической порометрии трековых мембран

Садовская Н.В., Томашпольский Ю.А., Рыбакова Л.Ф., Муранова О.А., Прутченко С.Г.

Применение методов РЭМ, РСМА, РФА для характеризации пленочной гетероструктуры сегнетоэлектрик (Ba, Sr)TiO3/ сверхпроводник  Bi2Sr2CaCu2O8 c барьерным слоем SrTiO3 

Серов И.Н., Марголин В.И., Солтовская И.А., Тупик В.А., Фантиков В.С.

Электронно-микроскопические исследования наноразмерных пленок меди с фрактальной структурой

Тимофеев А.А., Мальцев С.Н.

ПЭМ исследование углеродных пленок, полученных магнетронным  распылением на постоянном токе

Томашпольский Ю.А., Садовская Н.В., Варшавский М.В., Прутченко С.Г., 

Павлова С.Ю.

Применение РЭМ, АСМ, РСМА и РФА для изучения структурообразования в пленках оксидных сверхпроводников, получаемых пиролизом метакрилатов

Фазилова С.А., Бурханова Н.Д., Югай С.М., Никонович Г.В., Рашидова С.Ш.

Электронно-микроскопические исследования систем на основе микрокристаллической целлюлозы и биологически активных веществ
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Секция III

Приборы и электронная оптика. 

Растровая электронная микроскопия

Акчурин М.Ш., Галстян В.Г., Закалюкин Р.М., Федоров П.П.

Деформационная структура кальцита

Антошин М.К., Маштакова В.А., Соболева Т.М.

Влияние высокоамплитудного ультразвука (УЗ)  на микрогеометрию высокотемпературной иттриевой керамики

Артёмов В.В., Иванов Ю.М., Каневский В.М., Поляков А.Н.

Исследование дефектов в кристаллах CdTe методом интегральной  катодолюминесценции

Артемов В.В., Желкобаев Ж.Е., Митюхляев В.Б., Митюхляев Д.В.

Система ввода РЭМ-изображений в персональный компьютер

Беляев С.Н., Козлитин А.И., Кузнецов Н.В., Масловский В.М.

Абсолютные РЭМ-измерения в мезаэлектронной технологии

Белозерова О.Ю., Таусон В.Л., Акимов В.В.

Исследование природы частиц мелкодисперсных порошков алюминия методом рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа

Беляевский А.Т, Макаров Д.В., Маслобоев В.А., Денисов Д.Б.

Микрофотомониторинг с помощью SEM как прогностический фактор трибохимических процессов в мелкодисперсных системах

Борисов С.С., Грачёв Е.А., Зайцев С.И.

Стохастические эффекты при прохождении электронного пучка через вещество

Бузынин Ю.Н., Беляев А.В., Бузынин А.Н., Лукьянов А.Е., Рау Э.И.

Исследования морфологических, структурных и электрических неоднородностей низкоразмерных структур InGaAs  на подложках монолитного и пористого GaAs

Васичев Б.Н.

Проблемы электронной оптики

Вергасов В.Л., Николаева С.В.

Особенности визуализации атомной структуры двухкомпонентных кристаллов

Говорков А.В., Поляков А.Я., Смирнов Н.Б., Усиков А.С., Pearton S.J.

 Электрические и люминесцентные свойства сверхрешеток AlGaN/GaN

Говорков О.И., Громова Т.И., Мармалюк  А.А., Петровский А.В., Прокудина В.А.

Исследование формы кратера ионного распыления по РЭМ-изображению слоистого тестового образца

Громова Т.И.

Определение местоположения  электронно-дырочного перехода на сколах оптоэлектронных гетероструктур с использованием сигнала  наведенного тока в автоэмиссионном растровом электронном микроскопе

Гришина Т.А., Васичев Б.Н., Потапкин О.Д.

Многоволновая дифракция и каналирование электронов в кристаллической решётке электронно-микроскопического объекта

Гришина Т.А., Васичев Б.Н., Потапкин О.Д.

Анализ микрофотографий кристаллов кремния с изображениями полос равной толщины

Грузинцев А.Н., Якимов Е.Е., Князев М.А., Волков В.Т.

Исследование микронных и субмикронных цилиндрических резонаторов ZnO методами растровой электронной микроскопии и оптики

Демин Ю.А., Ильин В.А., Казак-Казакевич А.З., Коровкина Н.М., Лучинин В.В.

Аппаратно-программный комплекс РЭМ-АСМ-СТМ для анализа СБИС

Грудин Б.Н., Должиков С.В., Кисленок Е.Г., Плотников В.С.

Моделирование ВРЭМ изображений аморфных сплавов

Дубровская Г.Н., Божко Н.И., Котельников Д.И., Небылица Ю.Н.

Локальный анализ на РЭМ-100У композиционных материалов, содержащих борное волокно

Еременко В.Г., Якимов Е.Б.

Структура и свойства протяженных дефектов в плоскости скольжения дислокации в кремнии

Жуков В.А.

Электронно-оптическая схема имплантера одиночных ионов  31Рq+ для  создания вычислительных регистров квантового компьютера

Жуков В.А., Баграев Н.Т., Титов А.И., Журкин Е.Е.

Анализ возможностей электронной оптики FIB-систем для Δ-имплантации металлов в полупроводники

Злобин В.А.

Растровая электронная микроскопия кремнийорганических покрытий полупроводниковых приборов

Исаков Д.В., Петров В.И., Степович М.А., Федосеев И.В., Филиппов М.Н.

Растровая электронная микроскопия радионуклидов. Подготовка образцов и исследование спектров катодолюминесценции

Козлитин А.И., Кузнецов Н.В., Козлитин И.А.

Итерационный подход к решению упрощённой обратной задачи

Коханчик Л.С., Пономарев Б.К.

Изменение состояния поверхности сегнетоэлектрических доменов при облучении электронами в РЭМ

Куляс О.Л., Куляс М.О., Назаренко П.А., Тимофеев А.В.

Библиотека стандартных функций ввода-вывода изображений и низкочастотных сигналов

Мельников А.А., Потапкин О.Д., 

Некоторые результаты математического моделирования тепловых явлений, возникающих при взаимодействии электронного пучка с полупроводниковыми объектами

Мельников А.А., Потапкин О.Д.

Некоторые вопросы расчета передаточной функции РЭМ

Михеев Н.Н.

Наиболее вероятные потери энергии пучка моноэнергетических электронов при многократном неупругом рассеянии в пленке конденсированного вещества

Негуляев Н.Н., Зайцев С.И.

Моделирование  EBIC-контраста в присутствии незаряженных линейных дефектов

Николайчик В.И.

О разрешающей способности просвечивающей электронной микроскопии при исследовании упорядоченных структур

Нуркузиев Г.,  Хафизов М.М., Каримов З.Ш.

Исследование распределения  осмия в поперечном срезе бором легированных образцах кремния

Новиков Ю.А., Плотников Ю.И., Раков А.В., Тодуа П.А.

Сертификация ширины  элементов рельефа меры МШПС-2, ОК на электронно-оптических метрологических системах

Ореховская Т.И., Тимошков Ю.В., Обухов В.Е., Курмашев В.И.

ПЭМ-исследования композиционных электрохимических никелевых покрытий

Подсвиров О.А.

Ограниченность модели «аномального» поглощения электронов в кристалле и альтернативная ей концепция поглощения единого волнового поля электрона

Потапкин О.Д.

О влиянии величины заглубления катода на поведение электронно-оптических свойств пушки

Реутов В.Ф., Реутов И.В.

Установка для получения образцов из металлов, полупроводников и диэлектриков для просвечивающей электронной микроскопии

Рзаев С.Г., Захрабекова З.М., Аждаров П.Х., Агавердиева Г.Т.

Определение электрической активности дислокации методами РЭМ

Розенфельд Л.Б., Гринфельд Д.Э.

Оценка влияния магнитного поля прямоканального катода на параметры электронной пушки

Рудаков П.И., Муленко Д.В., Соколов А.И., Стебельков В.А., Филин А.А.

Влияние поворота объекта в поле кадра на результаты измерений его морфометрических показателей по изображению, полученному в РЭМ

Семерджян Б.О., Мартиросян Х.С.

Исследование методами СЭМ и локальной лазерной фотолюминесценции фотодиодных структур со слоем пористого кремния

Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г., Шестаков О.В.

Восстановление вероятностных характеристик многомерных случайных функций при разложении  проекций в ряды из ортогональных многочленов

Томашпольский Ю.А., Садовская Н.В.

Перспективы применения вторично-электронной эмиссиометрии для анализа наноструктурированных веществ

Фатьянова Г.И., Васичев Б.Н.

Динамическая фокусировка пучков заряженных частиц и компенсация аберрации, вызванной кривизной поля сканирования

Фатьянова Г.И., Махов Д.Ю., Петров Д.С.

Сохранение фокусировки объектива с помощью катушек динамической фокусировки

Фатьянова Г.И., Махов Д.Ю.

Исследование миниатюрных магнитных электронных линз

Фатьянова Г.И., Махов Д.Ю.

Анализ влияния конфигурации магнитопровода низковольтных электронных магнитных линз на электронно-оптические характеристики электронного пучка

Фатьянова Г.И., Махов Д.Ю.

Детектор медленных электронов с цилиндрической электростатической линзой для низковольтных РЭМ

Хохлов А.Г., Снопова М.Г., Петров В.И., Степович М.А.

Некоторые возможности моделирования зависимости интенсивности монохроматической катодолюминесценции от энергии электронов пучка для двухслойной полупроводниковой структуры

Феклисова О.В., Якимов Е.Б.

Исследования дислокаций и следов за дислокациями в Si методом наведенного тока

Чукалина М., Simionovici A., Ушаков Н.

Использование вэйвлет разложения для анализа изображений
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Секция VI

Применение электронной микроскопии

 в биологии и медицине 

Айтхожина Н.А., Науанова А.П., Исмагулова Г.А.

Ультраструктурные особенности склероциальных микроорганизмов в онтогенезе

Андроник Л.

Клеточная компартментация в условиях in vivo и  in vitro при вирусном патогенезе

Арчакова Л.И., Новаковская С.А., Гурин В.Н.

Особенности ультраструктурной организации эндокринной системы пищеварительного тракта

Асадов Х.Д., Стрижков Н.А., Байбеков И.М.

Сканирующая электронная микроскопия сперматозоидов при некоторых видах мужского бесплодия

Байбеков И.М., Чеканов В.С., Каракозов П.Е., Ибадов Б.К.

Электронная микроскопия биоматериалов, используемых в кардиохирургии

Байбеков И.М., Чеканов В.С., Каракозов П.Е., Ибадов Б.К.

Сканирующая электронная микроскопия искусственных материалов, используемых в кардиохирургии

Бардахчьян Э.А., Харланова Н.Г., Ломов Ю.М., Саямов С.Р.

Ультраструктурные изменения в гипоталамо-гипофизарно-ренальной системе при эндотоксиновом шоке

Бархина Т.Г., Михалева Л.М., Воробьева Н.Н.

Субмикроскопические особенности стромы яичников при различных вариантах эндометриоза

Бархина Т.Г., Никитина Г.М., Бархина М.М.

Ультраструктурные и молекулярные аспекты изучения эритроцитов периферической крови и клеточных мембран в норме и при патологии

Бархина Т.Г., Полянская Л.И., Романов В.А., Полянская Т.В.

Электронно-микроскопическое и электронно-цитохимическое изучение щитовидной и вилочковой желез в пренатальном онтогенезе у человека

Бгатова Н.П., Викторова Ю.М., Викторов А.В., Кирина Ж.А.,Садыкова В.С.

Ультраструктурные изменения в тканевом микрорайоне кожи, печени, органов ротовой полости и коры головного мозга в условиях термического ожога кожи

Безуглова Т.В., Смирнов В.Б.

Ультраструктурная и иммуногистохимическая диагностика феохромоцитом надпочечников

Белтадзе Н.Т., Квинихидзе Г.С.

Изменения фагоцитарной активности клеток пигментного эпителия сетчатки глаза кролика при интрасклеральном пломбировании

Виноградов И.В., Кочнева Г.В., Рябчикова Е.И.

Ультраструктурное изучение репродукции изолята ЕР-2 вируса оспы

коров, выделенного от слона

Волощук Л.Ф.

Использование сканирующей электронной микроскопии для определения качества бакуловирусных биопрепаратов

Втюрин Б.В., Чекмарева И.А.

Изменения ультраструктуры стафилококков в крови у больных сепсисом

Гамзазаде А.И., Белавцева Е.М.

Исследование растворов хитозана и его полиэлектролитных комплексов методом электронной микроскопии

Гениатулина М.С.

Ультраструктура гематотестикулярного барьера у гамма-облученных крыс-самцов и их потомства

Гениатулина М.С., Королев Ю.Н., Никулина Л.А.

Ультраструктура клеток сертоли и лейдига у потомства облученных крыс-самцов при применении питьевой сульфатной минеральной воды и витаминов-антиоксидантов

Гостева В.В., Клицунова М.В., Комаровская Т.П., Бондаренко В.М.

Применение просвечивающей электронной микроскопии в изучении механизмов развития диарейного синдрома

Гущина Е.А., Рязанцева А.А., Цилинский Я.Я., Яковлева В.А., Маныкин А.А., 

Лисицын Ф.В.., Клименко С.М.

Исследования особенностей морфогенеза вируса краснухи методом просвечивающей электронной микроскопии

Делекторская В.В., Перевощиков А.Г.

Исследование закономерностей ультраструктурной

дифференцировки клеток колоректального рака в метастазах в печени

Дешкович А.А., Парамонова Н.М.

Ультраструктурные изменения зрительного нерва при  рассеянном склерозе

Дьячкова Л.Н., Краснов И.Б.

Сравнительный анализ ультраструктуры соматосенсорной и зрительной коры головного мозга крыс, пре- и постнатальное развитие которых проходило в условиях гипергравитации

Жилкин Б.А., Докторов А.А., Денисов-Никольский Ю.И.

Сравнительная характеристика минерального компонента гиалинового
и фиброзного хрящей

Журавлева З.Н., Зенченко К.И., Михеева Л.И.

Ультраструктура синапсов в нейротрансплантатах, развивающихся в изоляции от мозга

Казанская Г.М., Волков А.М., Дьяконица Т.М., Горбатых Ю.Н., Молин А.В., Чащин О.В.

Ультраструктурная оценка реакций микрососудов миокарда у пациентов с врожденным пороком сердца при охлаждении в условиях бесперфузионной и перфузионной гипотермии

Калашникова М.М., Фадеева Е.О.

Ультраструктура клеток печени грача, обитающего в зоне радиоактивного загрязнения

Карташов В.П., Захаров С.А., Байбеков И.М.

Ультраструктура эритроцитов и костного мозга при физических нагрузках

Квинихидзе Г.С., Джанелидзе Х.Н., Ахалкаци В.В., Мачавариани В.М., Сапаришвили Н.Ш., Гратиашвили Н.И.

Различия влияния ингибиции транскрипции на ультраструктуру и синтетичечскую активность клеток глаза позвоночных в зависимости от стадии их развития

Клицунова Н.В., Горохова Л.В., Николаева Н.В., Панкратова В.Н., Парфенова Т.М.

Действие доксициклина на ультраструктуру антибиотикоустойчивых форм Chlamydia trachomatic

Ковалева Н.М.

Ультраструктура интраорганных нервных окончаний простаты крыс в условиях действия в организме липополисахарида

Константинова Н.Д., Диденко Л.В., Шустрова Н.М., Вольева Н.Б., Белостоцкая И.С., Комиссарова Н.Л.

Влияние антиоксиданта ИХФАН-16 на ультраструктурную организацию стафиллококков

Королев Ю.Н., Гениатулина М.С., Никулина Л.А.

Ультраструктурные сдвиги в клетках нейроэндокринной системы при общем радиационном облучении

Корсакова А.Ю., Микшис Н.И., Попов Ю.А., Коннов Н.П.

Электронно—микроскопическое исследование белков S-слоя сибиреязвенного микроба

Корсакова А.Ю., Микшис Н.И., Попов Ю.А., Коннов Н.П.

Иммуноэлектронная микроскопия для характеристики белков S-слоя Basllus Anthracis

Крахмальный А.Ф., Панина З.А., Крахмальный М.А.

Роль СЭМ в изучении динофитовых водорослей (dinophyta)
Кумахова Т.Х.

Влияние длительных стрессовых факторов внешней среды на ультраструктуру клеток плодов Malus Domestica (Rosaceae)

Куприянова Т.А., Шкловер В.Я., Газизов В.А.

Рентгенофлуоресцентный микроанализ волос

Лавлинский А.В.

Электронно-микроскопические особенности изменений ультраструктуры клеток мезофилла листа видов рода GL YCINE,  подрода SOJA  в процессе окультуривания

Лазарев В.А., Филюшина Е.Е.

О структурной упорядоченности базальных мембран

Лебкова Н.П., Баранов В.И.

Влияние ультрадисперсного диоксида кремния на альвеолярные клетки, продуцирующие сурфактант

Лебкова Н.П., Кузнецов А.П.
О бактериальном генезе митохондрий у пресноводных рыб

Лисицын Ф.В., Маныкин А.А., Цилинский Я.Я., Гущина Е.А., Яковлева В.А., Рязанцева А.А.

Исследования структурных изменений на поверхности фибробластов человека,  инфицированных вирусом Вэнесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ)

Мантейфель В.М., Кару Т.Й.

Соединения между эндоплазматическим ретикулумом и митохондриями и их возможное функциональное значение

Маныкин А.А., Рязанцева А.А., Завалишина Л.Э., Гущина Е.А., Лисицын Ф.В., Кучерова Т.Е.

Исследование печени больных людей с диагнозом гепатит С методами просвечивающей электронной микроскопии и молекулярной гистологии

Марченко В.С., Бабийчук В.Г., Кузбеков Р.С., Марченко Л.Н.

Метод фрактальной морфометрии ультраструктуры элементов гематоэнцефалического барьера в норме и при патологиях ЦНС

Матюхина Т.Г., Федорович С.В., Васим Т.В., Чижик С.А., Конев С.В.

Исследование изолированных пресинаптических окончаний нейронов методом АСМ

Мишустина И.Е., Бардан С.И., Широколобова Т.И.

Электронно-микроскопические исследования микро- и нано-форм бактериопланктона Баренцева моря и Кольского залива

Мотуляк А.П., Левицкий В.А., Шутка Б.В., Тарнавская Т.Г., Толоконникова Н.Н.

Субмикроскопические особенности индуцированного гамма-излучением апоптоза стромальных элементов иммунных органов

Овнанян К.О., Карагезян К.Г.

Роль электронной микроскопии в борьбе с биотерроризмом

Оксас А.Е., Парамонова Н.М.

Ультраструктурные изменения миокарда при острой токсической кардиомиопатии

Оксас Н.С., Орехова Л.Ю., Парамонова Н.М.

Сравнительное воздействие воздушно-абразивных аппаратов на твердые ткани полости рта

Онищенко А.Н., Коробкова Е.С., Скрипаль И.Г.

Сравнительное изучение состава моносахаридов некоторых молликутов бактерий в связи с их способностью колонизировать ткани человека и животных

Онищенко Л.С., Гайкова О.П., Воробьева М.П.

Электронно-микроскопическое и электронейромиографическое исследования в диагностике  заболеваний  нервно-мышечного аппарата

Павлючук Н.В.,  Полилова А.Н.

Ультраструктура клеток мезофилла листа картофеля при хронической вирусной инфекции

Парамонова Н.В.

Ультраструктурные особенности апопласта запасающей паренхимы клубней Heliantus tuberosus L. в период выхода из состояния покоя

Парамонова Н.В., Аронова  Е.Е., Шевякова Н.И.

Особенности строения митохондрий и перексисом в мезофилле листьев  Mesembryanthemum crystallinum L. при засолении и воздействии путресцина

Полянская Л.И., Криштоп В.В.

Информационный анализ везикулярного транспорта гемокапилляров щитовидной железы при гипокинезии

Пономарев А.П., Думова В.В., Мищенко В.А.

Электронно-микроскопические исследования конформационных изменений в структуре вирионов коронавируса крупного рогатого скота

Пономарев А.П., Дрягалин Н.Н., Старов С.К., Ельников В.В.

Ультраструктура вирионов вируса ньюкаслской болезни при воздействии температурного фактора

Пономарев А.П., Мищенко В.А., Гетманский О.И., Яременко Н.А.

Электронно-микроскопическая детекция микроорганизмов, выделенных от животных

Пономарев В.А., Пономарев А.П., Ащеулов В.И.

Морфологическая идентификация микроорганизмов, выделенных от шмелей Bombus
Пономарев В.А., Пономарев А.П., Борзионов В.Д., Гетманский О.И.

Электронно-микроскопическая оценка действия лечебно-профилактического препарата для шмелей Bombus
Раскатов В.А.

Изучение структурно-функциональных параметров гуминовых кислот почвы по генетическим рядам гумификации

Рахимова Е.В.

Ультраструктура конидиогенного аппарата Septoria Dictamni Fckl.

Рахманкина М.А., Царева О.А.

Влияние  гипофункционального состояния щитовидной железы на ультраструктуру кальцитониноцитов

Рашидов Н.А., Онищенко Л.С.

Изменения в спинном мозге крыс при медикаментозной коррекции компрессионной ишемии седалищного нерва

Рыжковская Е.Л.

Электронно-микроскопический анализ яичников новорожденных морских свинок при тепловом шоке

Рябченко А.С., Сережкина Г.В., Мишина Г.Н., Бабоша А.В.

Сканирующая электронная микроскопия возбудителя мучнистой росы в динамике инфекции на различных генотипах пшеницы

Смеря С.В., Тертяк Д.Д.

Ультраструктурное исследование морфогенеза каллусной ткани картофеля при вирусных инфекциях

Смирнова Е.А., Чистякова О.В., Райхлин Н.Т.

Дооперационная электронно-микроскопическая диагностика цитологических пунктатов опухолей человека

Соколова И.Н., Гуревич Л.Е., Ротин Д.Л.

Карциноид почки,  иммуногистохимическое и электронно-микроскопическое исследование

Сосюкин А.Е., Щербак С.Г., Новожилова А.П., Белокопытов И.Е., Парамонова Н.М.

Ультраструктурная характеристика состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у  больных с хроническими гастродуоденальными заболеваниями

Сосюкин А.Е., Щербак С.Г.,Белокопытов И.Е., Парамонова Н.М., Сарана А.М.

Особенности ультраструктурного состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Степанова Л.В., Бочарова Н.А.

Электронно-микроскопическое исследование волос песца острова Медный

Стеченко Л.А., Петренко В.А.

Ультраструктурная характеристика миоэндокринных клеток сердца крыс с экспериментальным атиреозом

Стрелкова А.Н., Царева О.А., Астраханцев А.Ф.

Ультраструктурные особенности строения стенки внутренней семенной вены у больных варикоцеле
Тертяк Д.Д., Бужоряну В.В., Кирияк Г.Я.

Ультраструктурные особенности клеток генеративных органов ячменя и пшеницы, пораженных вирусом  штриховатой мозаики ячменя

Титок В.В., Лугин В.Г., Леонтьев В.Н., Хотылева Л.В.

Генотипическая гетерогенность ультраструктуры элементарных микрофибрилл клеточной стенки у  льна-долгунца (Linum usitatissimum)

Трухановец Н.Л.

Электронно-микроскопическое исследование изменчивости признаков ультраструктуры энергетических органелл у гибридов и исходных родительских форм в онтоогенезе растений льна

Филиппова Н.А., Анурова О.А., Снигур П.В., Петровичев Н.Н., Сельчук В.Ю.

Ультрструктурные особенности стромальных опухолей желудочно-кишечногго тракта

Филиппова Н.А., Райхлин Н.Т.

Ультраструктурные дифференциально-диагностические признаки ряда новообразований из семейства мелкокруглоклеточных опухолей человека

Хамидова Х.М.

Электронно-микроскопические исследования септы и порового аппарата гриба Trichoderma harzianum

Хацаева М.М., Леонова О.Г.

Ультраструктурные особенности гепатоцитов сайгака  (Saiga Tatarica L.)

Хацаева Р.М., Попенко В.И., Сердюков Г.В.

Особенности микроморфологии и эндосимбиоза рубца у диких и домашних жвачных животных

Царева О.А,, Баранова Т.Ю.

Ультраструктурные изменения нейронов гипоталамических ядер при острой недостаточности общего кровообращения

Царева О.А., Камаева С.А.

Изучение степени ультраструктурных изменений тироцитов щитовидной железы с учетом функциональной гетерогенности в состоянии гипофункции

Штейн-Марголина В.А.

Электронно-микроскопический анализ клеток растений, инфицированных вирусами

Четверг 3 июня                                                                                         Вечер 15.00-18.00 

Секция IV

Атомно-силовая и сканирующая туннельная микроскопия

Васильева Н.Д., Воронцов В.А., Попов А.И., Шупегин М.Л.

Исследование металлосодержащих алмазоподобных нанокомпозитов методами сканирующей зондовой микроскопии

Горелов А.В., Мартынович О.В., Шкуропат И.Г., Шокин А.Н.

Кантилеверы – чувствительные элементы для сканирующей зондовой микроскопии

Дементьева О.В., Карцева М.Е., Огарев В.А., Верещагина О.Ф., Рудой В.М., 

Тимофеев А.А.

Исследование методами электронной и атомно-силовой микроскопии формирования наногранулированных пленок золота, «встроенных» в поверхностные слои стеклообразных полимеров

Занавескин М.Л., Волков В.В., Сидоров С.Н., Жиров Д.Н., Дембо К.А., Штыкова Э.В.

Исследование асимметричных полимерных мембран с синтезированными в них наночастицами палладия методами АСМ и малоуглового рассеяния

Ломоносов А.М., Филатова А.Г., Волкова Т.В., Выгодский Я.С.

Исследование микроструктуры пленок из анионного поликапроамида и его сополимеров с ароматическими полиимидами методом АСМ

Нартова А.В., Квон Р.И., Бухтияров В.И.

Применение СТМ для исследования процессов спекания частиц активного компонента модельных нанесенных катализаторов

Пискунова Н.Н., Радаев В.А.

Процессы растворения кристалла по данным атомно-силовой микроскопии

Серов И.Н., Марголин В.И., Солтовская И.А., Тупик В.А., Фантиков В.С.

Исследования наноразмерных пленок меди методами АСМ

Строшков В.П., Григоров И.Г., Пшеничников В.А., Кожевников В.Л.

Исследование поверхности при электрохимическом формообразовании металлообрабатывающего инструмента методами РЭМ и СЗМ

Тимофеева В.А., Мчедлишвили Б.В., Глаголев Н.Н., Соловьева А.Б., Встовский Г.В., Кедрина Н.Ф.

Анализ поверхности трековых мембран методом атомной силовой микроскопии

Шеремет А.В., Загорский Д.Л., Кудрявцев В.Н., Кабанов В.Я., Виленский А.И.

Использование АСМ для изучения трековых мембран ТФ с радиационно-привитыми цепями поли-н-винилкапролактана

Пятница 4 июня                                                                                        Утро 10.00-15.00

Секция V

Применение электронной микроскопии

в материаловедении и минералогии

Абросимов О.Г., Чувилин А.Л., Кудашов А.Г.

Методика количественного электронно-микроскопического анализа морфологии волокнистых материалов

Антонова Н.М, Кулинич В.И., Бубликов Е.И., Смехунова Н.В.

Применение методов растровой электронной микроскопии в исследовании металлоорганических полимерных плёнок

Беляевский А.Т.

Электронометрия морфологии частиц порошков карбонильного никеля

Беляевский А.Т., Иваненко В.И., Удалова И.А., Локшин Э.П.

Микрофотомониторинг гомоморфности и гомодисперсности сегнетоэлектрических порошковых материалов

Беляевский А.Т., Герасимова Л.Г., Маслова М.В.

Кристаллохимическая трансформация микроморфологических элементов на поверхности частиц титанита в фосфатной среде

Бешенков В.Г., Знаменский А.Г., Марченко В.А.

Определение содержания Si на поверхности барьерного слоя YSZ  на Si(100) по оже-спектрам при ионном профилировании

Бешенков В.Г., Пархоменко Ю.Н., Подгорный Д.А., Полякова Е.Г.

Диагностика фазового состава скрытых слоев CoSi2 и FeSi2 в кремнии, полученных ионно-лучевым синтезом, по оже-спектрам при ионном профилировании

Букатова Г.А., Беляевский А.Т., Кузнецов С.А.

Морфология частиц гексаборида гадолиния, полученного электрохимическим синтезом

Васильева Н.Д., Дамбис М.К., Долгов А.В., Филиков В.А., Черкасов А.П.

Микроструктура титаносодержащей микроволновой керамики

Викторов М.А., Иванников П.В., Марфунин А.С., Шелементьев Ю.Б., 

Обыден С.К.,Сапарин Г.В.

Исследования черных облагороженных алмазов методом ЦИКЛ-РЭМ

Винников Л.Я.

Изучение структуры магнитного потока в сверхпроводниках и магнетиках с помощью магнитных наночастиц

Витовтова В.М., Романенко И.М., Шмонов В.М., Жариков А.В.

Ячейка для исследования структуры горных пород под СЭМ при Т (600оС и Р(  100 МПа

Гаршев А.В., Кнотько А.В., Пулькин М.Н., Путляев В.И.

Эволюция микроструктуры зерен твердых растворов на основе Bi2Sr2CaCu2O8  в процессе внутреннего окисления

Гетманова Т.Н., Нечаева Е.А., Рябичева Т.Г.

Влияние условий контрастирования растворами фосфорновольфрамовой кислоты на электронно-микроскопическое изображение полимер-содержащих микрочастиц

Голубев Е.А., Филиппов В.Н.

Сравнительный анализ надструктур высших антраксолитов Карелии и Казахстана по данным сканирующей зондовой и растровой электронной микроскопии

Горбунов М.В., Каблис Г.Н., Сухарев А.Е., Петровский В.А.

Изучение карбонадо методами рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии

Григоров И.Г., Ермакова О.Н., Зайнулин Ю.Г.

Исследование методами РЭМ и СТМ микроструктуры сплава TiCxNy – TiNi

Еремина Е.И.

Технология диагностики структурирования углеводородов в пластинчатых алюмосиликатах

Еремина Е.И.

Исследование на РЭМ-РМА шарообразных микротекстур пластинчатых алюмосиликатов

Запорина Н.А., Орлов А.П., Грабис Я.П., Мохов А.В., Магазина Л.О.

Исследование компактных материалов, спечённых из порошков MoSi2,  методами электронной микроскопии
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